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Ортосиликат лютеция является перспективным материалом, который в последние годы активно применяется для изготовления лазеров, а также в технологиях позитронно-эмиссионного сканирования. Чистота исходных материалов и полупродуктов на всех стадиях синтеза влияет на физические и оптические свойства лазера. Примесному составу исходных веществ (одним из которых является оксид лютеция) уделяется особое внимание. Суммарное содержание примесей в Lu2O3 не должно превышать 0,001 % масс. Для определения примесей на таком уровне необходим многоэлементный чувствительный метод. 

Дуговая атомно-эмиссионная спектроскопия (ДАЭС) на протяжении многих лет являлась одним из важнейших методов определения примесей в чистых веществах и материалах. Ее безусловным достоинством является отсутствие необходимости переводить пробы в раствор и высокая чувствительность (до 10-6 % масс.). С появлением нового поколения дуговых спектрометров с фотодиодной регистрацией и многоканальным анализатором эмиссионных спектров этот метод значительно расширил свои аналитические возможности. Благодаря этому определение большого числа элементов в широком диапазоне концентраций методом ДАЭА представляется перспективным для таких сложных объектов как РЗМ и их оксиды. 

Целью данной работы является исследование и разработка методики дугового атомно-эмиссионного анализа оксида лютеция. Проведен ряд экспериментов по выбору условий для определения редкоземельных и нередкоземельных примесей. В том числе варьировались параметры, влияющие на аналитический сигнал, такие как межэлектродное расстояние, форма и размер графитовых электродов, соотношение оксида лютеция и спектрального буфера (графитовый порошок), тип носителей (соединений, влияющих на испарение аналитов), режимы работы генератора. Для каждого определяемого элемента (Al, As, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, V, Sb, Mo, Si, Te, Sn, Ti, Zn, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Tm, Yb, Y) выбраны аналитические линии, свободные от матричного влияния. Оценены границы определяемых содержаний. При учете влияния всех факторов на поступление аналитов в плазму дугового разряда, возможно определение примесей в широком диапазоне концентраций (10-6 – 10-1 % масс.). Проведен сбор статистического материала для оценки метрологических характеристик методики. Показана эффективность разработанной методики в процессе аналитического сопровождения процесса синтеза ортосиликата лютеция.
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